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Ozet

Tiiketici elektronigi {irlinleri bir dizi testlerden gegirilerek son kullanicinin hizmetine sunulmaktadir. Test
altindaki {irtinlerin, gerek uluslararas1 standartlar gerekse Ozel mdiisteri talepleri ile belirlenen test
kriterlerini saglamasi gerekmektedir. Bu amacla gerceklestirilen tiim testlerin ortak amaci, miisteriye
sunulacak riiniin giivenilirliginin olabildigince yiiksek, saha doniisii ve maliyetlerinin miimkiin
oldugunca diisiik olmasidir. Bu islemler, firmaya kalite ve miisteri memnuniyeti basta olmak {izere bir
dizi faydalar saglamaktadir. Uriin giivenilirligi, bir {iriiniin belirli zaman aralig1 iginde, belirlenen gevre
kosullar1 altinda, kendisinden beklenen fonksiyonlar1 dogru bir sekilde yerine getirebilme olasiligidir.
Yetersiz giivenilirlik analizinin yapilmasi ya da hi¢ yapilmamasi zaman ve para kaybmnin yaninda
saygmlik kaybina da neden olmaktadir. Tiiketici elektroniginde giivenilirligin arrtirilmasi amaciyla
gerceklestirilen giivenilirlik onay testlerinin en énemlilerinden biri siiphesiz ki gerilim azalma testidir. Bu
test, sebeke gerilimindeki azalmalar1 ger¢ek zamanli olusturarak test altindaki {irtine uygulayan oldukca
Oonemli bir testtir. Testin sonucunda sebeke gerilimindeki olas1 azalma durumunda, s6z konusu iiriiniin
elektriksel dayanimi belirlenmektedir. Boylece olasi énlemlerin heniiz iiriin sahaya ¢tkmadan belirlenmesi
ve problemlerin giderilmesiyle, giivenilirligi arttirilmis {irtinlerin elde edilmesi saglanir. Ayrica, tasarim
sonrast maliyetler de boylelikle azaltilmis olacaktir. Bu ¢alismada; sebeke geriliminde olusacak azalmanin
tiiketici elektronigi {iriinleri {izerinde olusturacagi hata durumu, bu hata durumu uyarinca belirlenen
guvenilirlik kriterleri 6rnek bir uygulama yardimiyla agiklanmaktadir. Deneysel calisma olarak led
siiriicli devresi ele alinmaistir.

Anahtar Kelimeler — gerilim azalmasi, giivenilirlik, led siiriicii, onay testi, tiiketici elektronigi.

Determining Effect Of The Reductions In Mains Voltage On
Reliabilty Of The Consumer Electronics Products

Abstract
Consumer electronics products are tested before they are reached to the end users. The products under
test must meet the test criteria specified by international standards or customized customer requests. The
common aim of all tests carried out for this purpose is to prepare the product that its reliability is as high
as possible, and the field return, failure and costs are as low as possible for the customer. These operations
provide the company with a number of benefits, in particular quality and customer satisfaction. Product
reliability is the probability that a product will be able to perform its expected functions correctly within
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specified time intervals under specified environmental conditions. Inadequate reliability analysis causes
loss of time and money as well as loss of reputation. Certainly, one of the most important of the reliability
confirmation tests carried out to ensure reliability in consumer electronics is undoubtedly the voltage dips
test. This test is a quite important test that applies real-time reductions in grid voltage to the product
under test. At the end of the test, in case of possible reduction of the mains voltage, the electrical
withstand of the product is determined. Thus, it is ensured that high reliable products can be obtained by
eliminating the problems and determining the possible measures before they go to the costumers. In
addition, post-design costs will be reduced. In this study; the failure situation that the reduction in mains
voltage will cause on the consumer electronics products and the reliability criteria determined according
to this failure condition are explained. As an experimental study, the LED driver circuit is discussed.
Keywords — approval test, field return, led driver, reliability, voltage dips,

1 Giris

Hizla gelismekte olan tiiketici elektronigi pazarinda
siiphesiz en onemli parametrelerden biri s6z konusu
driinlerin gilivenilirligidir. Giivenilirlik belirli bir sitem
ya da iriinlin tanimli siire iginde, tanimli kosullar
altinda beklenen fonksiyonlar1 yerine dogru getire-
bilme olasiligidir. Diger bir tanima gore ise, belli bir t
zamanina kadar hata gérmeme olasilig1, basar1 olasili-
g1dir [1]. Gliniimiiz diinyasinda siirekli artan rekabet
ortaminda, basarili olmanin en temel yollarindan biri
gtvenilirlik konusuna gereken 6nemin verilmesidir.
Ozellikle maliyet kaygisi firmalarin giivenilirlik konu-
sundaki arastirma ve ¢alismalarini géz ardi etmelerine
sebep olmaktadir. Oysa ki, dogru giivenilirlik analizi
maliyet arttirmak bir yana nihai olarak maliyet azaltici
bir etkiye sahiptir. Ciinkii glivenilirligin artmasi, tasa-
rim maliyetlerini bir miktar arttiracak olmakla birlikte,
saha maliyetlerinde ciddi bir azalmaya ve birgok du-
rumda bu maliyetlerin de 6tesinde marka sayginligi-
nin ylikselmesine imkan vermektedir. Bununla birlik-
te, glivenilirlik ile maliyetler arasinda denge iyi ku-

rulmalidir (Sekil 1).
Tasarim Saha
Maliyetleri Maliyetleri

O

Sekil 1. Giivenilirlik — maliyet dengesi

Maliyetleri, genel bir ifade ile satis Oncesi (tasarim
maliyetleri) ve satis sonrasi (saha maliyetleri) olarak
iki kisimda inceleyebiliriz. Satis Oncesi maliyetler;
komponent, laboratuvar, arastirma, tasarim maliyetle-
ri, kalite ve giivenilirlik ¢alisma maliyetleri gibi mali-
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yet kalemlerini igine alirken, satis sonrasi maliyetler
ise servis, bakim, degisim, yedek parca, transfer gibi
maliyetleri kapsamaktadir. Ayrica miisteri sayginlig
ve baglilig1 da satis sonrasi maliyetlere dahil edilebilir.
Guivenilirlik arttirmaya yonelik yapilacak calismalar
daha kaliteli komponent, daha yogun iscilik ve tasa-
rim islemleri, daha kapsamli giivenilirlik odakl: test ve
analizler anlamina gelmektedir. Bu siire¢ te, maliyet
artigi olarak karsimiza ¢ikmaktadir. Fakat, giivenilirlik
arttirmaya yonelik yapilacak calismalar ayni1 zamanda
yiiksek kalitede iiriin, azalan satis sonrast maliyetler,
artan miisteri baglilig1 ve artan sayginlik anlamina
gelmektedir. Aksi durumda, giivenilirlik azaldiginda
ise satis Oncesi maliyetler minimize edilirken satis
sonrast maliyetlerde ciddi artislar oldugu goriilmek-
tedir. Yogun rekabet ortaminin hiikiim siirdiigii tiike-
tici elektronigi pazarinda, 6zellikle de miisteri bagim-
lilig1 ve sayginligr en 6nemli hedeflerdendir. Bu ne-
denlerle giivenilirlik maliyet iliskisinin optimum nok-
tasinin iyi belirlenmesi firmalar agisindan oldukca
onemlidir [2].

Gtlivenilirlik odakli gerceklestirilen ¢alismalar yogun
glivenilirlik test ve analizlerinden olusur. Gergeklesti-
rilen giivenilirlik testleri ve analizlerinin ortak amaci,
irtinlerin sahada karsilagabilecekleri olas1 etkilere
verecegi yanitlarin, olusabilecek problemlerin 6nceden
belirlenmesine ve Onlenerek saha doniisiinii en aza
indirmeye olanak tanimasidir. Bu amacla gergeklestiri-
len baslica giivenilirlik onay testleri [3];

o  Elektrostatik bosalmaya kars1 bagisiklik testi,

e  Anahtarlama kaynakli yiiksek gerilim sebebiyle
olusan yiiksek gerilime kars: bagisiklik testi,

e Yildirim etkisine kars: bagisiklik testi,

e Sebeke gerilimindeki diisiisii simiile ederek sinir
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degeri belirleyen gerilim diisiimii testi,

e  Sebeke gerilimindeki kisa siireli kesilmeyi simdiile
ederek siur degeri belirleyen gerilim kesilmesi
testi,

e  Sebeke gerilimindeki degisimi simiile ederek
sinir degeri belirleyen gerilim degisim testi,

e  Sebeke gerilimindeki yiikselmeyi simiile ederek
sinir degeri belirleyen gerilim yiikselmesi testi,

e  Kalkis anindaki akim sinirin ve ilgili komponent-
lerin dayanimin belirleyen kalkis akimu testi [4, 5,
6,7,8],

e Yiiksek sicaklik testi,

e  Diisiik sicaklik testi,

e  Yiiksek nem testi,

e  Sicaklik degisimi testi,

o Uriinlerin tiiketiciye nakli sirasinda yolda olusa-
cak olasi sarsintiyr ve dayanikliligi belirlemeye
yarayan titresim testi,

e  Uriinlerin tiiketiciye nakli sirasinda yolda olusa-
cak olasi diismeyi ve dayarukliligi belirlemeye
yarayan diisme testi,

olarak verilebilir. Tiim bu ve benzeri giivenilirlik onay
testlerinin her biri bir dizi kosullar altinda gerceklesti-
rilir. Bunlarin uygunlugunun belirlenmesinde, asagi-
daki verilen ii¢ temel uygunluk karar kriteri ele alinir:

Kriter A: Test stiresince, {iriin tasarlandig sekilde ¢a-
ligsmalidir.

Kriter B: Uriin test sonrasi tasarlandigi haliyle calis-
malidir. Test siiresince {iriinde gegici performans kay-
bina izin verilir. Test bitiminde, iirlintin beklenen ca-
lisma durumuna kullanic1 miidahalesine gerek olmak-
sizin donmesi gerekmektedir.

Kriter C: Uriinde gegici performans kaybina izin veri-
lir. Test bitiminde, tirliniin, beklenen c¢alisma duru-
muna kullanici miidahalesi neticesinde dondiiriilebi-
linmesi gerekir.

Calismanin geri kalan kismi su sekilde diizenlenmis-
tir. Boliim 2'de, sebeke gerilimindeki azalmalarin ne-
denleri ve etkileri agiklanmistir. Béliim 3, gerceklestri-
len deneysel calismaya iliskin bilgileri ve ol¢limleri
icermektedir. Boliim 4’de ise sonuglar verilmistir.

2 Sebeke Gerilimindeki Azalmanin Etkileri ve
Karar Kriterleri
Enerji verimliligi ve giic kalitesi, glintimiizde giderek
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daha ¢ok 6nem kazanmaktadir. Gii¢ kalitesinin temel
anlami, sebekenin tanimli noktasinda, genlik ve fre-
kansmin anma degerlerinde oldugu siinisoidal ve
siirekli gerilimdir. Giig kalitesini olumsuz etkileyen en
yaygin sorunlardan biri gerilim diistimiidiir [9].

Gerilim diisiimii, nominal gerilimin etkin degerinin
0,5 peryod — 30 peryod arasindaki bir siire i¢in diisme-
sidir. Diisiis miktar1, nominal gerilimin etkin degeri-
nin %10 ile %90'1 arasindadir [10]. Sekil 2'de bes cev-
rim siiren gerilim diisiimii egrisi goriilmektedir. Sin-
yalin ilk 2,5 ¢evriminde nominal gerilim degisimi ol-
dugu gibi goriilmekte iken sonrasindaki bes ¢evrim
boyunca gerilim diisiimii olusmus ve ardindan tekrar
nominal degere geri doniilmiistiir.

Gerilim diisiimiiniin baslica nedenleri arasinda dagi-
tim sistemindeki arizalar, yildirim darbeleri, ani yiik
artiglari, kisa devre durumlaridir. Ayrica, giinlitk uy-
gulamalarda siklikla karsilasilan, motor kalkist duru-
mu da gerilim diismesine neden olmakla birlikte, bu
degisimin genellikle 30 ¢evrimden uzun olmas: nede-
niyle gerilim diistimii sinifindan ziyade kirpisma sini-
finda ele alinabilmektedir. [11, 12]

Gerilim diismesi sonucunda, bilgisayar vb hassas
elektronik cihazlar, kontrol birimleri, programlanabilir
mantiksal kontrolorler (PLC), ayarlanabilir hiz denet-
leyicileri, elektronik aydinlatma sistemleri, robot uy-
gulamalar1 zarar gorebilmekte ve/veya role ve kontak-
torlerin, koruma elemanlarinin hatali ¢alismasina,
dolayisiyla giivenilirligin de diismesine neden olabil-
mektedir. Cihazlarin karmasiklig1 arttikca gerilim
diisiimiine karsi olan hassasiyetleri de daha yiiksek
olmaktadir. Bu nedenle giivenilirlik odakl: gergeklesti-
rilen onay testleri arasinda elektriksel agidan en 6nem-
lilerinden biri (aym1 zamanda tasarimi dogrudan etki-
ledigi icin) stiphesiz ki gerilim diisiimii testidir.

Gerlim Ditsimd
4 T T T T T ‘ T T
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sl L ! | : }
a i e TR

- ey i

Sekil 2. Bes cevrim siireli gerilim diisiimii egrisi

Gerilim diisiimii testinin amaci, sebeke gerilimindeki
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olas1 azalmalarin uriin tzerindeki etkisini Onceden
belirlemek ve Onleyici tedbirlerin alinmasini sagla-
maktir. Bu test, elektriksel bir testtir.

Bu test icin kullanilan Haefely Pline cihazi, Sekil 3'te
goriilmektedir. Test, EN 61000-4-11 standardina uygun
olarak gerceklestirilir [13]. Cihazda iki adet varyak
(ayarlanabilir transformator) bulunmaktadir. Bu var-
yaklardan birincisi, nominal gerilimi OV — 250V arali-
ginda ayarlamak igin kullamlir. Tkinci varyak ise prog-
ramlanabilir girisler, gerilim diismesi ve degisimi icin
kullanilmaktadir. Boylece ¢ok karmasik test rutinleri
rahat birsekilde tanimlanabilir. Asir1 yiiklenmeye karsi
korumas: vardir. Cihaz iizerinde, asir1 akim koruma
sinir1 segilebilir. RS232 haberlesme protokolii ile uzak-
tan kontrol edilebilir.

Tablo 1'de cihaza ait baz1 teknik parametreler verilmis-
tir. Tablodaki gerilim diisiimii seviye aralig ile belirti-
len yiizdeli rakamlar, diisme miktarini degil, gerilim
diistimii sonras: test altindaki {iriine uygulanan yiizde
miktarini gostermektedir. Ornegin bu oran %30’a ayar-
landiginda, bunun anlamu {iriine uygulanan nominal
gerilim degeri %70 oraminda azaltilmistir. Sayisal de-
ger vermek gerekirse, nominal gerilimi 220Vms olarak
alirsak, bu durumda test altindaki {iriine 66Vms geri-
lim uygulanacaktir.

Gerilim azalmas: testi dncesinde gerek test altindaki
iriin gerekse gevre kosullari teste hazir hale getirilme-
lidir. Sicaklik 25°C ve bagil nem degeri %40 degerinde
olmalidir. Test, yiiksiiz ve yiiklii olmak iizere iki aga-
mada gergeklestirilir. Test igin, standartlara uygun
olarak girilmesi gereken program bilgisi Tablo 2’ de
verilistir. Tablo 2’ ye gore, gerceklestirilen test siiresin-
ce ve sonrasinda iiriiniin tepkisi incelenir.

Sekil 3. Haefely Pline gerilim diisiim test cihaz1

CBU J. of Sci., Volume 13, Issue 2, p 529-536

Tablo 1. Haefely Pline teknik parametreler[14]

Cikis gerilim aralig1 0-264V
Frekans aralig1 48-62 Hz
Urom geriliminde ¢ikis akimi 16 Arms stirekli
%80.Ux geriliminde ¢ikis akimi 20Ams 5sn
%70.Un geriliminde ¢ikis akimi 23 Ams 5sn
%40.Ux geriliminde ¢ikis akimi 40Ams 5sn
Gerilim diisiim seviye aralig1 %0-%80
Gerilim diisiim siiresi 30us-70dk
Test stiresi 1sn-100 saat

Tablo 2'ye gore Un nominal gerilim degerini, Udips test
altindaki {irtine uygulanan gerilim degerinin nominal
gerilim degerinin %401 kadar olacagini, Tevent uygula-
nan diisiik geriliminin siiresini, Trep testin gerceklesme
perydounu ve Test ise toplam test siiresini gostermek-
tedir.

Tablo 2. Gerilim diisiim testi rutini

Un Udips Tevent Trep Trest

220-230 Vac 40 % 100ms 10 sn 60 sn
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EN 61000-4-11 standardina uygun olarak gerceklestiri-
len testin sonucunda iiriiniin, yukarida agiklanan ka-
rar kriterlerini sagliyor olmasi gerekmektedir. Bu test
icin karar kriteri, “Kriter B” olarak belirlenmisgtir.
Uriin, test sonrasi tasarlandigi haliyle calismalidir.
Test siiresince iiriinde gecici performans kaybma izin
verilir. Test bitiminde, triiniin beklenen ¢alisma du-
rumuna kullanici miidahalesine gerek olmaksizin
donmesi gerekmektedir.

3 Sebeke Geriliminde Azalma Testinin Led
Siiriicii Devresi Uzerinde Ger¢eklestirilmesi

Giig ledleri, diyotlarin bir gesididir ve led diyotlarin
verimlerinin arttirilmasi sonucu elde edilmistir. Her
gecen giin 6nemi ve kullanimi artmaktadir. Bu artisin
nedeni olarak, diger aydinlatma cihazlarina gore ca-
lisma Omiirlerinin yiiksekligi, boyutlari, enerji verim-
leri, cevre dostu olmalar1 gibi {istiinliikleri bulunmak-
tadir. Bu ve benzeri bir¢ok avantaji olmasina karsin,
ortam sicakligina kars1 duyarliliklari, sogutucuya ge-
reksinim duyabilmeleri ve ilk kurulum maliyetleri gibi
birtakim dezavantajlar1 da mevcuttur. Ayrica, siiriile-
bilmeleri i¢in ilave devreye ihtiyag¢ duyarlar. Bu devre
kimi zaman sadece direncli bir devre iken kimi zaman
dogrusal regiilatorlii bir devre hatta DC-DC doniistii-
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riiciilii daha karmasik bir yapi olabilmektedir. Bunun-
la 6zellikle parlakliginin arttirilmas: {izerine yapilan
calismalar ve iiretim maliyetlerindeki diistis kullanim
oranini arttirmaktadir. Sekil 4'te Avrupa’da led aydin-
latmadaki pazar payz artis1 goriilmektedir.

LED Lighting Market Value Forecast

& Outdoor Lighting

2015 2016 2017

o Residential Lighting WIndustrial Lighting ® Commercial Lighting

2011 2012 2013 2014 2018 2019 2020

Sekil 4. Led aydinlatmanin yillara gore artis grafigi [15].

Bu ¢alismada, sebeke gerilimindeki azalmanin tiiketici
elektronigi tirtin giivenilirligine etkisinin belirlenmesi
amaciyla, gerilim diisiim testi led aydinlatma siiriicii
kart1 tizerinde gergeklestirilmistir. Sekil 5’ te led stirii-
cii devresi genel yapisi goriilmektedir.

S u f Y
DOGRULTMA
AC 2
BESLEME .
FILTRELEME
DC-DeC
U DONUSTURME
YUK =1 | gIKI§ FILTRE | <
) e

Sekil 5. Led siiriicii devresi genel yapisi

flk katman; 176V-264V gerilim deger araliginda, 50Hz
frekansa sahip AC besleme katidur.

Dogrultma ve filtreleme kati; elektromagnetik kaynak-
Ii giirtiltiilerin bastirilmas: igin kullanilacak eleman-
lardan, giristeki alternatif gerilimi dogrultmak ama-
ayla kullanilacak diyotlardan ve gikis filtre kondansa-
toriinden olusmaktadir. Ayrica dogrultucu ¢ikislarin-
da kullanilan kapasitelerin ilk enerjilendirme aninda
neden oldugu kalkis akiminin olasi olumsuzluklarinin
giderilmesi de, gerekli goriildiigii takdirde, yine stirii-
ciiniin bu katinda gergeklestirilir. DC-DC doniistiiriicii
kat1, ledleri siirmek igin gereken gerilim seviyesinin
elde edildigi katmandir. Doniistiiriicii icin topoloji
secilirken ¢ikis gii¢ seviyesi, verim, dalgalilik orani,
boyut, maliyet gibi kriterler dikkate alinir. Giivenlik
agisindan bu katmanda topoloji se¢iminde bu sayilan
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teknik gereksinimlere ilave olarak, doniistiiriiciiniin
yalittmli ya da yaliimsiz olmasi da dikkate alinan
diger onemli parametrelerdendir. Yalitimsiz doniistii-
riiclilerin en bilinenleri Buck, Boost ve Buck-Boost
topolojilerdir. Bu yapilar, devrede bulunan endiiktan-
sin enerjiyi depolay1p aktarmas: prensibine bagli ola-
rak caligir. Yalitimli dontistiiriiciilerin en bilinleri ise
Flyback, Forward, Tam Koprii, Yarim Koprii ve Push-
Pull doniistiiriiciiler olup transformatdérlii yapilardir.
Bunlar arasinda en yaygin olarak kullanilani, Flyback
tip transformatorlit DC-DC dontistiriidiir [16]. Bu
calismada test edilen led siirticli devresindeki DC-DC
doniistiiriicii, Flyback tipi doniistiirtictidiir. Flyback
tipi doniistiirticiiler, Buck-Boost doniistiiriictiniin
yalitimli halidir. Transformator kullanimindaki boyut,
agirlik ve maliyet gibi bir takim kisitlamalardan otiirii
genellikle 50-100W arasi uygulamalarda kullanimi
daha uygun olmaktadir [17]. Flyback doniistiiriiciiniin

temel devre semasi Sekil 5 te verilmistir.
K

»

ig=ip

P

. K

Sekil 6. Flyback doniistiiriiciiniin temel devre semasi

Sekil 6'da goriilen Flyback doéniistiiriiciin yapisindaki
transformator, farkli bir calisma yapisina sahiptir.
Sargilar es zamanli olarak akim gecirmez. Yapisi gere-
gi, bir sargidan akim gecerken diger sagidan akim
akmamaktadir. Esitlik 3.1'de doniistiiriciniin  ¢ikis
gerilim ifadesi yer almaktadir. Ifadedeki degiskenler,
Sekil 6'daki devrede goriilen eleman degerleridir. Bun-
lar, Ug: giris gerilimi, Ug: ¢ikis gerilimi, D: iletim orani,
Npr: Flyback doniistiiriiciideki trafoya ait primer sargi
sayisi, Ns: Flyback doniistiiriiciideki trafoya ait se-
konder sarg sayisi .

D N,
D .DNs

5 N, (3.1)
Bu calismada gerceklestirilen teste ait diizenek Sekil
7'de verilmistir. Goriildiigii {izere, siiriiciiniin ¢ikisin-
da yiik olarak (Sekil 6’da Flyback doniistiiriiciiniin
temel devre semasinda R ile gosterilen) led armatiir
bulunmaktadir. Bu led armatiir, kendi iginde seri ve
paralel baglantil1 48 adet ledden olusmaktadhr.

U =U, *
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Sekil 7. Gerilim diisiim test diizenegi

Test edilen Flyback doniistiiriiciilii led siiriicii devresi
i¢in teknik Ozellikler Tablo 3'te verilmistir.

Sekil 8'de, test Oncesi, led siiriicii devresine ait giris
gerilim (Usmax=327,6V) ve giris akimi (is.max=0,552A)
degisimleri verilmistir. Sekil 9'da ise, giris gerilimi
(Us.max=327,6V) ve ¢ikis gerilimi (U¢max=36,4V) degi-
simleri, Sekil 10’da ise, giris akim1 (is_max=0,552A) ve
¢ikis akimi (ic ma=500mA) degisimleri goriilmektedir.

Tablo 3. Led siiriicii devresi elektriksel biiyiikliikler

Giris (sebeke) gerilimi, Us_ max[ V] 327,6
Sebeke frekansi, f [Hz] 50
Flyback doniistiiriicii ¢ikis gerilimi, U [V] 40
Flyback doniistiiriicii ¢ikis akimyi, I [mA] 500
Flyback déniistiiriicii anahtarlama frekanss, 75

fs [KHz]
Flyback doniistiiriicii ¢ikis giicii, Pc [W] 20
Flyback déniistiiriiciideki trafoya ait primer

sarg1 say1s1,Np [sarim] 76
Flyback déniistiiriiciideki trafoya ait primer 850
endiiktansi, Ly [uH]

Flyback déniistiiriiciideki trafoya ait second- 38
er sarg1 sayisl, Ns[sarim]

Flyback doniistiiriicii ¢ikis kapasitesi,C [uF] | 470

Sekil 8. Siiriicii devresinin test 6ncesi giris gerilimi (sar1) ve
giris akimi sinyali (mavi)
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Sekil 9. Stiriicli devresinin test dncesi ¢ikis gerilimi (pembe)

ve giris gerilimi (sar1) sinyali

Sekil 10. Siiriicli devresinin test 6ncesi ¢ikis akimi (yesil) ve
giris akimi (mavi) sinyali

Simdi ise, giris gerilimindeki diisiime karsi siiriicii
devresinin tepkisi ele alnacaktir. Bu amagla, Tablo
2'de belirtilen test rutini uygulanmistir (Esitlik 3.2).
Led siiriicii devresine ait giris ve ¢ikis gerilimi degisi-
mi Sekil 11'deki gibi elde edilmistir (Us.max=136,9V ve
Uema= 36,6V). Sekilden de goriilecegi tizere giris
gerilimi (Us) degeri, %60 oraninda azaltilmistir. Sekil
12’de ise test altinda siiriicii devresine ait giris akimi
ve cikis akimi goriilmektedir (is.ma= 1,03A ve i¢cma=
0,53A)

Ugips = Us * %40 = 327,6 x =~ 130 [V] ~ (3.2)
Bu deger, siiriicii devresine verilerek, devrenin tepkisi
Olclilmiistiir. Kriter B'ye gore, test sonrasinda, siiriicii
devresi tasarlandig: haliyle ¢alismalidir. Test siiresince
uriinde gecici performans kaybina izin verilir. Test
bitiminde, irlinin beklenen c¢alisma durumuna
kullanici miidahalesine gerek olmaksizin donmesi
gerekmektedir.

Teste ait bilgiler su sekildedir: Test stiresi 60 saniyedir.
Bu 60 sn iginde test 10 sn siireyle basamaklar halinde 6
kere uygulanmistir. Her 10 sn siireyle tekrar dilimi
icinde giris gerilimindeki diistiis siiresi 5 peryod, diger
bir deyisle 100 ms kadardir.
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Gergeklestirilen test sonucunda goriilmiistiir ki, led
siiriicli devresinde herhangi bir ariza, hatali ¢alisma
s0z konusu degildir. Bu sonug, s6z konusu test altin-
daki {driintin  gerilim diismesi bagisikliginin iyi
oldugunu, bu acgidan giivenilirlik diizeyinin yiiksek
oldugunu gostermektedir.

Sekil 11. Siiriicli devresinin ¢ikis gerilim (pembe) ve giris
gerilimi (sar1) sinyali [test altinda]

Sekl 12. Siiriicti devresinin ¢ikig akimi (yesil) ve giris akimi
(mavi) sinyali [test altinda]

4 Sonuclar

Tiiketici elektronigi iiriinlerinin gerek uluslararas:
standartlar gerekse 6zel miisteri talepleri ile belirlenen
test kriterlerini saglamasi gerekmektedir. Tiiketici
elektroniginde giivenilirligin arrtirllmasi amaciyla
gerceklestirilen giivenilirlik onay testlerinin en dnem-
lilerinden biri stiphesiz ki gerilim azalma testidir. Bu
test, sebeke gerilimindeki azalmalar1 gercek zamanl
olusturarak test altindaki {iriine uygulayan oldukca
onemli bir testtir. Testin sonucunda sebeke gerilimin-
deki olasi azalma durumunda s6z konusu iriiniin
dayanimi elde edilmektedir.

Bu calismada; tiiketici elektronigi tirtinleri igin sebeke
geriliminde olusacak azalmalarin meydana getirecegi
hata durumlarinin 6nemi ve bir {iriin iizerine uygu-
lanmast durumu ele alinmistir. Bu hata durumu uya-
rinca belirlenen giivenilirlik kriterleri 6rnek bir uygu-
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lama devresi yardimiyla agiklanmistir. Deneysel ¢a-
ligsma olarak led siirticli devresi ele alinmigtir. Gerge-
kestirilen test sonucunda, led surticii devresinde her-
hangi bir ariza, hatali ¢alisma meydana gelmemistir.
Bu nedenle, test altindaki led stiriicii devresininin
gerilim diismesi bagisikliginin iyi ve bu agidan giive-
nilirlik diizeyinin yiiksek oldugu sonucuna varilmis-
tir.

5 Tesekkiir

Bu calisma, Tiibitak tarafindan yiriitiilen Ulusal des-
tek programlar1 kapsamindaki, 2016 yili, 1002-Hizh
destek programi tarafindan destek almistir.

(Proje Ad1: Giig Elektronigi Sistemlerinde Giivenilirlik
Analizi ve Led Siiriicii Devrelerine Uygulanmasi, Pro-
je No: 116E023).
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